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in which the voltage is lower than a predetermined threshold for detecting a low state; and detecting (E4) high states and low states
of the filtered test signal in order to test the sensor. The amplifier is adapted to the predetermined features of the filter, so that the
amplitication is the opposite of the attenuation provided by the filter. Thus, the voltage of the high states of the received signal is hi-
gher than a predetermined detection threshold.
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— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

La présente invention a pour objet procédé de test d'un capteur de détection disposé en regard d'une cible fixée sur un arbre d'en-
tralnement destiné a étre monté dans un véhicule automobile. Un filtre ayant un coefficient de filtrage prédéterminé et prévu entre
les connecteurs du capteur et un circuit intégré, pour satisfaire aux normes de compatibilité électromagnétique. Le procédé com -
prend les étapes de génération (El) d'un signal test de tension en créneaux, d'amplitication (E2) des états hauts dudit signal test gé-
néré, de transmission du signal de test amplifié via la ligne d'alimentation, de filtrage (E3) du signal test amplifié de sorte a obtenir
un signal test en tension présentant des états hauts dont la tension est supérieure a un seuil de détection d'état haut prédéterminé et
des états bas dont la tension est inférieure a un seuil de détection d'état bas prédéterminé et de détection (E4) des états hauts et des
états bas du signal test filtré afin de tester le capteur. L'amplificateur est adapté aux caractéristiques prédéterminées du filtre, de
maniére que l'amplification correspond a l'inverse de l'atténuation effectuée par le filtre. Ainsi, la tension des états hauts du signal
regu est supérieure a un seuil de détection prédéterminé.
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Procédé et dispositif de test d’un capteur de détection pour véhicule automobile

La présente invention se rapporte au domaine des tests de capteurs de
détection pour véhicule automobile et concerne plus particulierement un procéde et un
systéme de test d’'un capteur de détection d’une cible fixée sur un arbre d’entrainement
d’'un véhicule automobile.

L’invention trouve notamment son application dans la détection d'une cible
fixée sur un arbre de vilebrequin, un arbre a cames ou un arbre de transmission d'un
véhicule automobile.

Dans un véhicule automobile, il est connu d'utiliser des capteurs dits « de
détection » pour déterminer la position d'un arbre d’entrainement ou bien sa vitesse de
rotation. Un tel arbre peut par exemple étre un arbre de vilebrequin, un arbre a cames ou
un arbre de transmission d’un véhicule automobile.

Le capteur est monté en regard d’'une cible fixée de maniére coaxiale sur
arbre d’entrainement. Cette cible se présente de maniére connue sous la forme d'une
couronne réalisée en un matériau ferromagnétique et comportant une succession de
dents et des creux.

Toujours de maniére connue, le capteur comprend un connecteur électrique
d’'alimentation par lequel il est alimenté en tension continue, par exemple 5 V, pour
fonctionner dans le véhicule, un connecteur électrique de sortie et un connecteur de
masse.

Afin de déterminer la position ou la vitesse de l'arbre, le capteur comporte un
circuit intégré configuré pour mesurer les variations de champ magnétique générées par
le passage des dents et de creux de la cible devant le capteur.

Le capteur génére ainsi un signal de sortie, digital, représentant les passages
des dents et des creux caractérisant la position ou la vitesse de rotation de I'arbre. Ce
signal est fourni, via le connecteur de sortie, a un calculateur du véhicule qui I'analyse afin
de déterminer la position ou la vitesse de rotation de l'arbre.

Afin de permettre a un tel capteur de satisfaire aux normes de compatibilité
électromagnétique, il est connu d’atténuer le signal d’alimentation du capteur en montant
un circuit de filtrage dans le capteur, entre les connecteurs et le circuit intégreé.

Par ailleurs, il est connu de procéder a des tests sur ce type de capteur a
l'aide d’'un dispositif de test qui communique des informations avec le capteur via un
protocole de test.

Les tests pratiqués sur le capteur peuvent consister a collecter des
échantillons du signal de sortie du capteur représentant les variations périodiques du
champ magnétique générées par la rotation de la cible devant le capteur a une vitesse

donnée, par exemple plusieurs échantillons par période du signal.
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Afin d’envoyer des commandes de test au capteur, le dispositif de test génére
un signal de test comportant des informations de test qui est envoyé sur la ligne
d’'alimentation du capteur. Ainsi, lorsque le capteur est utilisé dans le véhicule en
fonctionnement, il est alimenté par un signal d’alimentation en tension continue, par
exemple d’'une valeur de l'ordre de 5 V, mais lorsque le capteur doit étre testé par le
dispositif de test, ce dernier délivre sur la ligne d’alimentation du capteur un signal test de
tension en créneaux défini par un protocole de test et représentatif des informations de
test.

Comme illustré a la figure 1, ce signal test (noté « Vg » sur la figure) peut
consister a échanger des informations binaires de type 0 ou 1, par exemple codées en
largeur d’'impulsion sous la forme d’états hauts EH de largeur 1/3 pour représenter la
valeur binaire 1 alternant avec des états bas EB de largeur 2/3 pour représenter la valeur
binaire 0. Sur la figure 1, les états hauts EH ont une valeur de 'ordre de 17 V et les états
bas EB ont une valeur de l'ordre de 6 V afin de pouvoir les distinguer aisément les uns
des autres. Toutefois, ces valeurs pouvant varier, le capteur détecte un état haut EH du
signal test lorsque celui-ci dépasse un seuil SDH de détection d'état haut
prédéterminé (de 14 V sur la figure 1). De méme, un état bas EB peut étre détecté
lorsque la valeur du signal test est inférieure a un seuil SDB de détection d’'état bas
prédéterminé (de 9 V sur la figure 1).

Lorsque I'on souhaite tester le capteur pour des vitesses de rotation de I'arbre
élevée, par exemple supérieures a 500 RPM, il est nécessaire de délivrer un signal test
dont la fréquence est suffisamment élevée pour permettre de collecter plusieurs
échantillons par période du signal représentatif des variations de champ magnétique, par
exemple au moins 20 kHz.

Cependant, a de telles fréquences, le signal test peut se trouver
significativement atténué par le circuit de filtrage (le signal test filtré étant noté « Ve » sur
la figure 1) de sorte quil peut ne pas franchir le seuil de détection d'états haut
prédéterminé SDH. Dans ce cas, le capteur ne peut pas déterminer si des informations
binaires de test sont contenues dans le signal test, ce qui empéche le dispositif de test de
collecter les échantillons et présente par conséquent un inconvénient majeur.

L’invention a pour but de remédier au moins en partie a ces inconvénients en
proposant une solution simple, fiable et efficace permettant de tester des capteurs de
détection a des fréquences élevées.

A cette fin, invention a tout d’abord pour objet un procédé de test d'un
capteur de détection disposé en regard d'une cible fixée sur un arbre d’entrainement
destiné a étre monté dans un véhicule automobile, ledit capteur de détection étant

configuré pour mesurer les variations de champ magnétique générées par le passage de
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la cible devant le captéur et pour générer un signal de sortie représentatif desdites
variations, ledit procédé comprenant les étapes de :

e génération d’'un signal test de tension en créneaux comprenant des états hauts
dont la valeur est supérieure a un seuil de détection d’'état haut prédéterminé et
des états bas dont la valeur est inférieure a un seuil de détection d’état haut
prédéterminé, les états hauts et les états bas codant des informations de test
permettant de collecter des données relatives au signal de sortie du capteur,

o amplification des états hauts dudit signal test généré,

o filtrage du signal test amplifié de sorte a obtenir un signal test filtré présentant
des états hauts dont la tension est supérieure au seuil de détection d’état haut
prédéterminé et des états bas dont la tension est inférieure au seuil de détection
d’état bas prédéterminé, et

e détection des états hauts et des états bas du signal test filtré afin de tester le
capteur.

Ainsi, avec le procédé selon linvention, I'amplification des états hauts du
signal test généré permet de s’assurer que les états hauts du signal test filtré sont
supérieurs au seuil de détection d’'état haut prédéterminé afin que le capteur puisse
interpréter correctement les informations binaires contenues dans le signal test génére.

De préférence, le filtrage étant caractérisé par un coefficient de filtrage
prédéterminé, 'amplification est réalisée d’'un coefficient d’amplification égal a l'inverse du
coefficient de filtrage prédéterminé.

De préférence encore, le procédé comprend en outre une étape de collecte et
d’analyse de données relatives au signal de sortie généré par le capteur.

L’invention concerne aussi un systéme de test d’'un capteur de détection d’'une
cible fixée sur un arbre d’entrainement destiné a étre monté dans un véhicule automobile,
ledit systéme comprenant :

e un module de génération configuré pour générer un signal test de tension en
créneaux comprenant des états hauts dont la valeur est supérieure a un seuil de
détection d’état haut prédéterminé et des états bas dont la valeur est inférieure a
un seuil de détection d'état haut prédéterminé, les états hauts et les états bas
codant des informations de test permettant de collecter des données relatives au
signal de sortie du capteur,

e un module d’amplification relié électriquement au module de générati'on afin de
recevoir un signal test généré par ledit module de génération et configuré pour
amplifier les états hauts dudit signal test regu,

e un arbre d'entrainement sur lequel est montée une cible, et
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e un capteur de détection disposé en regard de ladite cible et connecté
électriquement au module d’amplification afin de recevoir un signal test amplifié
par ledit module d’amplification, ledit capteur comprenant un circuit de filtrage
configuré pour filtrer ledit signal test amplifié et un circuit intégré configure
pour mesurer les variations de champ magnétique générées par le passage de la
cible devant le capteur, pour générer un signal de sortie représentatif desdites
variations et bour détecter, au-dela du seuil de détection d'état haut
prédéterminé, des états hauts d’un signal test filtré par le circuit de filtrage et, en
dessous d'un seuil de détection d’'état bas prédéterminé, des états bas du signal
test filtré par le circuit de filtrage afin de tester le capteur.

De préférence, le circuit de filtrage est caractérisé par un coefficient de filtrage
prédéterminé et le module d’amplification est configuré pour amplifier le signal test généré
d’un coefficient d’amplification égal a l'inverse du coefficient de filtrage prédéterminé.

Dans une forme de réalisation préférée, le module d’amplification comprend
un amplificateur opérationnel recevant sur son entrée négative le signal test généré et un
circuit de filtrage, identique au circuit de filtrage du circuit intégré du capteur, dont I'entrée
est reliée a la sortie de I'amplificateur opérationnel et dont la sortie est reliée a I'entrée
positive de I'amplificateur opérationnel.

De maniere préférée, le module d’amplification comprend en outre un sous-
module d’amplification de courant disposé entre la sortie de I'amplificateur opérationnel et
I'entrée du circuit de filtrage du module d’ampilification.

De préférence encore, le circuit de filtrage du capteur est constitué d’'une
résistance et d’'une capacité.

De maniere avantageuse, le systtme comprend en outre un module de
gestion configuré pour recevoir et analyser des données relatives au signal de sortie du
capteur afin d’en déterminer I’état de fonctionnement.

L'invention concerne également un véhicule automobile comprenant un
systéme de test dans lequel sont montés I'arbre d’entrainement et le capteur de détection.

D’autres caractéristiques et avantages de linvention apparaitront lors de la
description qui suit faite en regard des figures annexées données a titre d’exemples non
limitatifs et dans lesquelles des références identiques sont données a des objets
semblables.

— La figure 1 (art antérieur) illustre schématiquement un signal test généré
envoyé a un capteur de détection pour le tester et le signal test ainsi regu
filtré par le capteur, en fonction du temps.

— La figure 2 illustre schématiquement une forme de réalisation du systéme

selon l'invention.



10

15

20

25

30

35

WO 2017/129212 PCT/EP2016/002150
5

— La figure 3 est une vue partielle du systéme de la figure 1 dont le module

d’amplification et le circuit de filtrage ont été détaillés.
— La figure 4 illustre schématiquement en fonction du temps un signal test
généré et le signal test filtré correspondant dans le systéme de la figure 3.

- La figure 5 illustre schématiquement en fonction du temps un signal test
généré, le signal test amplifié correspondant et le signal test filtré
correspondant dans le systéme de la figure 3.

— La figure 6 illustre un mode de réalisation du procédé selon l'invention.

Le systéme de test selon l'invention permet de tester un capteur de détection
d'une cible fixée sur un arbre d’entrainement pour véhicule automobile, notamment en
permettant la collecte de données relatives au signal de sortie délivré par ledit capteur,
comme par exemple la valeur du champ magnétique mesure par le capteur.

A cette fin, en référence a la figure 2, le systéme 1 comprend un arbre 10
d’entrainement, sur lequel est montée une cible 12, un capteur 20 de détection disposé en
regard de ladite cible 12, un module de génération 30 et un module d’amplification 40.

Les tests peuvent étre réalisés avec un capteur de détection 20 monté sur un
banc de test en regard d’'une cible 12 d’'un arbre d’entrainement 10 de test permettant de
simuler le fonctionnement d’un arbre d'entrainement de véhicule automobile ou bien avec
un capteur de détection 20 déja monté dans un véhicule automobile. Dans ce dernier cas,
'arbre d’entrainement 10 peut, par exemple, étre un arbre de vilebrequin, un arbre a
cames ou un arbre de transmission.

Afin de réaliser ces tests, il est nécessaire de générer un signal test comme
cela sera décrit ci-aprés. Ce signal test est un signal de tension en créneaux comprenant
des états hauts alternant avec des états bas du signal de test représentatifs
d’'informations de test permettant au capteur 20 de collecter des données relatives a son
signal de sortie.

Dans I'exemple non limitatif illustré a la figure 4, ce signal test de tension en
créneaux Vg comporte des états hauts EH a 17 V et des états bas EB a 6 V. Les états
hauts EH sont codés en largeur d’impulsion afin de transmettre des informations binaires,
par exemple 1 lorsque la largeur du signal test généré Vg a I'état haut EH est d’un tiers de
période, et 0 lorsque la largeur du signal test généré Vg a I'état haut EH est de deux tiers
de période.

L'arbre d’entrainement 10 comprend une cible 12 associée au capteur de
détection 10.

Dans I'exemple illustré a la figure 2, la cible 12 se présente sous la forme

d'une couronne métallique fixé de maniere solidaire I'arbre d’entrainement 10.
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Cette cible 12 comporte a sa périphérie une pluralité de dents T4, T2, Tz (trois
dents dans cet exemple non limitatif) dont la hauteur hs, hz, hs, la longueur |1 a 15 et les
espacements (creux) Cq a Cs, respectivement, peuvent varier sensiblement.

Ces longueurs et espacements variables constituent, de maniére connue en
soi, un codage, mesuré par le capteur 20 et décodé par le calculateur central. Le
fonctionnement d'un tel ensemble capteur 20 plus cible 12 est décrit ci-aprés.

Lorsque la cible 12 est entrainée en rotation (fleche F) par larbre
d’entrainement 10, le capteur 20 pergoit une suite de variations du champ magnétique
représentatif de la longueur |1 a I3 des dents T4, T2, T3 passant devant lui et de leur
espacement C4, Cy, Cas.

Ce fonctionnement étant connu, il ne sera pas davantage détaillé ici.

Toujours en référence a la figure 2, le capteur de détection 20 est disposé en
regard de la cible 12 et est connecté électriquement au module d’amplification 40 afin de
recevoir un signal test amplifié (Va sur les figures3 et5) par ledit module
d’amplification 40 comme cela sera décrit ci-aprées.

Dans cet exemple non limitatif, le capteur de détection 20 comporte un
élément ferromagnétique 21 permettant de générer un champ magnétique a proximité de
la cible 12. La rotation de la cible 12 module ce champ magnétique en fonction du
passage des dents T4, T2, T3 et des creux Cy, Ca, Ca.

Le capteur de détection 20 comporte aussi un module de détection du champ
magnétique 22, un connecteur d'alimentation 23, un connecteur de sortie 24 et un
connecteur de masse 25. Ce module de détection 22 comprend par exemple une cellule a
effet Hall permettant de détecter les variations du champ magnétiques générées par la
cible 12 et de délivrer un signal de sortie représentatif desdites variations.

Le module de détection du champ magnétique 22 comprend également un
circuit de filtrage 26 et un circuit intégré 28 (cf. figure 3).

Le circuit de filtrage 26 est configuré pour recevoir et pour filtrer le signal test
amplifi¢ Va par le module d’ampilification 40 afin d’obtenir un signal test filtré Ve (en
référence aux figures 4 et 5). Par les termes « filtrer » et «filtrage », on entend qui
atténue les signaux hautes-fréquences, un tel filtrage permettant d’atténuer les
perturbations  extérieures hautes-fréquences présentes sur le connecteur
d’alimentation 23 de maniére connue en soi.

A cette fin, le circuit de filtrage 26 comprend une résistance R1 et une
capacité C1. La résistance R1 est reliée d’'une part au connecteur d’alimentation 23 du
capteur 20 et d'autre part la capacité C1. La capacité C1 est reliée d'une part a la

résistance R1 et d’autre part au connecteur de masse 25.
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A titre d'exemple non limitatif, la valeur de la résistance R1 peut étre
de 47 Ohm et la valeur de la capacité C1 peut étre de 470 nF.

Le circuit de filtrage 26 est caractérisé par un coefficient de filtrage
prédéterminé correspondant par exemple une réduction d’'un facteur prédéterminé, en
fonction des valeurs de la résistance R1 et de la capacité C1, de 'amplitude maximale du
signal regu en entrée du filtre.

Le circuit intégré 28 est tout d’abord configuré pour mesurer les variations de
champ magnétique générées par le passage de la cible 12 devant le capteur 20 et pour
générer un signal de sortie représentatif des variations du champ magnétique mesuré, ce
signal de sortie étant délivré via le connecteur de sortie 24.

Lors du fonctionnement du veéhicule, le signal de sortie est délivré a un
calculateur du véhicule (non représenté) qui I'analyse afin, par exemple, de déterminer la
position ou la vitesse de rotation de I'arbre 10.

En phase de test, en référence aux figures 4 et 5, le circuit intégré 28 est
configuré pour détecter, au-dela d'un seuil SDH de détection d’état haut prédéterming,
des états hauts EH du signal test filtré Ve par le circuit de filtrage 26 et, en dessous d’un
seuil SDB de détection d’état bas prédéterminé, des états bas EB du signal test filtré Vr
par le circuit de filtrage 26.

Plus précisément, le circuit intégré 28 est configuré pour détecter les états
hauts EH du signal test filtré Vr par le circuit de filtrage 26 lorsque la valeur de tension du
signal test dépasse un seuil de détection d’état haut prédéterminé SDH, par exemple de
l'ordre de 14 V. Ainsi, lorsque la valeur de tension du signal test filiré Vr est supérieure au
seuil de détection d’état haut prédéterminé SDH, le circuit intégré 28 détecte un état
haut EH et peut déterminer la valeur de l'information binaire (O ou 1) selon que la largeur
de I'état haut est d’un tiers ou de deux tiers de la période du signal.

De méme, le circuit intégré 28 est configuré pour détecter les états bas EB du
signal test filtré Ve par le circuit de filtrage 26 lorsque la valeur de tension du signal Ve est
inférieure & un seuil SDB de détection d’état bas prédéterminé, par exemple de I'ordre
de 9 V. Ainsi, lorsque la valeur de tension du signal test filtré VF est inférieure au seuil de
détection prédéterminé d’état bas SDB, le circuit intégré 28 détecte un état bas EB et peut
déterminer la valeur de 'information binaire (0 ou 1) selon que la largeur de I'état bas EB
est d'un tiers ou de deux tiers de période du signal et assurer ainsi la bonne interprétation
des informations binaires contenues dans le signal test filtré VF par le circuit intégré 28.

Une telle détection permet au circuit intégré 28 de déterminer les informations
binaires contenues dans le signal test filtré Ve afin de collecter des données relatives au

signal de sortie pour les fournir @ un module de gestion (non représenté). Ce module de
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gestion est configuré pour analyser ces données regues afin d’en déterminer I'état de
fonctionnement.

Le circuit intégré 28 est configuré pour collecter les données relatives au
signal de sortie a partir de messages de test codés dans un signal test regu et filtré Ve par
le circuit de filtrage 26.

Le module de génération 30 est configuré pour générer un signal test de
tension en créneaux Vg comprenant des états hauts EH dont la valeur est supérieure a un
seuil de détection d'état haut prédéterminé SDH et des états bas EB dont la valeur est
inférieure a un seuil de détection d’'état haut prédéterminé SDB, les états hauts EH et les
états bas EB codant des informations de test permettant de collecter des données
relatives au signal de sortie du capteur 20, comme décrit ci-avant.

Le module d’amplification 40 est disposé entre le module de génération 30 et
le capteur 20. Il est connecté électriquement au module de génération 30, afin de recevoir
un signal test généré Vg par ledit module de génér:':\tion 30, ef au capteuwiQ, via la ligne
d’alimentation 23, afin de lui fournir un signal test amplifié Va.

A cette fin, le module d’amplification 40 est configuré pour amplifier les états
hauts EH dudit signal test généré Vg regu du module de génération 30 d’un coefficient ou
facteur d’amplification suffisamment élevé pour garantir que les états hauts EH du signal
test seront toujours supérieurs au seuil de détection d’état haut prédéterminé SDH du
capteur 20 lorsque le signal test amplifi€ Va aura été filtré par le circuit de filtrage 26 du
capteur 20 de sorte que le circuit intégré 28 puisse décoder correctement les informations
binaires contenues dans le signal test filtré Vr afin de collecter des données relatives au
signal de sortie du capteur 20.

De préférence, comme illustré a la figure 3, le module d’amplification 40
comprend un amplificateur opérationnel 410 et un circuit de filtrage 420.

L’amplificateur opérationnel 410 est alimenté par deux tensions
d’'alimentation Vcc et Vee de maniére connue en soi, par exemple respectivement de 40 V
et-40 V.

L’amplificateur opérationnel 410 regoit sur son entrée positive le signal test
généré Vg par le module de génération 30.

Le circuit de filtrage du module d’amplification 40 est constitué d'une
résistance R2 disposée entre l'entrée négative et la sortie de [I'amplificateur
opérationnel 410 et d’'une capacité C2 disposée entre I'entrée négative de I'amplificateur
opérationnel 410 est la masse M.

Les valeurs de résistance R2 et de capacité C2 du circuit de filtrage 420 du

. module d’amplification 30 sont identiques aux valeurs de résistance R1 et de capacité C1

du circuit de filtrage 26 du capteur 20 afin de simuler le filtrage du signal amplifié par
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'amplificateur opérationnel 410 dans une boucle permettant de s’assurer que le
coefficient d’amplification du signal test généré par le module de génération 30 soit
suffisant pour que les états hauts EH du signal test filtré par le circuit de filtrage 26 du
capteur 20 soit supérieurs au seuil de détection d’état haut prédéterminé SDH.

On notera qu’on peut également utiliser des valeurs de résistance R2 et de
capacité C2 du circuit de filtrage 420 du module d’amplification 30 différentes des valeurs
de résistance R1 et de capacité C1 du circuit de filtrage 26 du capteur 20, mais produisant
un filtrage identique. Pour ce faire, la constante de temps des deux circuits de
filtrage 26, 420 doit étre la méme. La constante de temps T d’un circuit de filtrage RC
étant égale a R*C, on pourra choisir un couple de valeur (R2, C2) ayant la méme
constante de temps que R1*C1, soit R2*C2 = R1*C1.

Afin de s’assurer que le coefficient d'amplification du signal test généré par le
module de génération 30 soit suffisant pour que les états hauts EH du signal test filtré par
le circuit de filtrage 26 du capteur 20 soit supérieurs au seuil de détection d’état haut
prédéterminé SDH, 'amplification du signal test généré V¢ est réalisée, au moins sur une
portion des états hauts EH, d’'un coefficient d’amplification au moins égal a 'inverse du
coefficient de filtrage prédéterminé.

Dans la forme de réalisation illustrée a la figure 3, le module
d'ampilification 40 comprend en outre un montage 430, optionnel, formé d'un transistor Q1
de type NPN et un transistor Q2 de type PNP superposés. Ce montage 430, disposé
entre I'amplificateur opérationnel 410 et le circuit de filirage 420, est connecté d’'une part a
la tension d’alimentation Vcc et d’autre part a la tension de référence Vee comme illustré
sur la figure 3. Ce montage 430 permet d’augmenter la valeur maximale du courant de
sortie de I'amplificateur opérationnel afin de fournir un courant plus important au circuit de
filtrage 26 du capteur 20 pour permettre une charge et décharge rapide de la capacité C1,
et donc des fronts de transition rapides du signal test filtré Vr entre les états bas EB et les
états hauts EH. Le gain en tension de ce transistor est égal a 1 afin de ne pas modifier la
valeur de la tension de sortie du module d’amplification 40.

Le procédé selon l'invention permet de tester le capteur de détection a partir
d’'un signal test de tension en créneaux comprenant des informations de test codées dans
des états hauts EH dont la valeur est supérieure au seuil de détection d'état haut
prédéterminé SDH du capteur 20 et des états bas EB dont la valeur est inférieure au seuil
de détection d’état haut prédéterminé SDB du capteur 20.

Le procédé va notamment étre décrit en référence aux figures 4 et 5. A des
fins de clarté, la figure 4 illustre uniquement le signal test généré Vg et le signal test
filtré Ve tandis que la figure 5 illustre le signal test généré Vg, le signal test ampilifié Va et
le signal test filtré V.
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Le module de génération 30 génere tout d’abord un signal test Vg dans une
étape E1 (cf. figure 6) et le transmet au module d’amplification 40.

Le module d’'amplification 40 amplifie ensuite le signal test généré Vg, dans
une étape E2, notamment ses états hauts EH, comme illustré sur la figure 5, puis
transmet le signal test ainsi amplifié Va au capteur 20 via sa ligne d'alimentation 23.

Le circuit de filtrage 26 du capteur 20 regoit et filtre, dans une étape E3, le
signal test amplifié Va regu du module d’amplification 40 de sorte a obtenir un signal test
filtré Ve présentant des états hauts EH dont la valeur de tension est supérieure au seuil de
détection d’'état haut prédéterminé SDH et des états bas EB dont la valeur de tension est
inférieure au seuil de détection d’état bas prédéterminé SDB, comme iliustré a la figure 4.

Le signal test filtré VF est ensuite fourni au circuit intégré 28 qui le décode,
dans une étape E4, pour obtenir les informations de test contenues dans ledit signal test
filtré Ve afin de collecter des données relatives au signal de sortie du capteur et les fournir
au module de gestion qui analyse ces données pour déterminer |'état de fonctionnement
du capteur 20, dans une étape E5.

Il est précisé, en outre, que la présente invention n'est pas limitée aux
exemples décrits ci-dessus et est susceptible de nombreuses variantes accessibles a

I'hnomme de l'art.
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REVENDICATIONS

1. Procédé de test d'un capteur de détection (20) disposé en regard d'une cible
(12) fixée sur un arbre d’entrainement (10) destiné a étre monté dans un véhicule
automobile, ledit capteur de détection (20) étant configuré pour mesurer les variations de
champ magnétique générées par le passage de la cible (12) devant le capteur (20) et
pour générer un signal de sortie représentatif desdites variations, ledit procédé

comprenant les étapes de :

- génération (E1) d’un signal test (Vg) de tension en créneaux comprenant des états
hauts (EH) dont la valeur est supérieure a un seuil de détection d’état haut
prédéterminé (SDH) et des états bas (EB) dont la valeur est inférieure a un seuil
de détection d’état haut prédéterminé (SDB), les états hauts (EH) et les états bas
(EB) codant des informations de test permettant de collecter des données relatives
au signal de sortie du capteur (20),

- amplification (E2) des états hauts dudit signal test généré (Vg),

- filtrage (E3) du signal test amplifié (Va), le filtrage (E3) étant caractérisé par un
coefficient de filtrage prédéterminé, I'amplification (E2) est réalisée d’'un coefficient
d’amplification égal a linverse du coefficient de filirage prédéterminé de sorte a
obtenir un signal test filtré (Vr) présentant des états hauts dont la tension est
supérieure au seuil de détection d’état haut prédéterminé (SDH) et des états bas
dont la tension est inférieure au seuil de détection d’état bas prédéterminé (SDB),
et

- détection (E4) d-es états hauts et des états bas du signal test filtré (V¢) afin de

tester le capteur (20).

2. Procédé selon la revendication précédente, dans lequel, comprenant en outre
une étape (E5) de collecte et d’analyse de données relatives au signal de sortie génére

par le capteur (20).

3. Systeme (1) de test d’un capteur de détection (20) d’'une cible (12) fixée sur
un arbre d’entrainement (10) destiné a étre monté dans un véhicule automobile, ledit
systéme (1) comprenant :

- un module (30) de génération configuré pour générer un signal test (Vg) de
tension en créneaux comprenant des états hauts (EH) dont la valeur est
supérieure a un seuil de détection d’état haut prédéterminé (SDH) et des états bas
(EB) dont la valeur est inférieure a un seuil de détection d’état haut prédéterminé
(SDB), les états hauts (EH) et les états bas (EB) codant des informations de test

permettant de collecter des données relatives au signal de sortie du capteur (20),
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- un module (40) d’ampilification relié électriquement au module de génération afin
de recevoir un signal test généré par ledit module de génération et configuré pour
amplifier les états hauts dudit signal test regu,

- un arbre d’entrainement (10) sur lequel est montée une cible (12), et

- un capteur de détection (20) disposé en regard de ladite cible (12) et connecté
électriquement au module d'amplification (40) afin de recevoir un signal test
amplifié (Va) par ledit module d’amplification (40), ledit capteur (20) comprenant :

o un circuit de filtrage (26) configuré pour filtrer ledit signal test amplifié (Va),
caractérisé par un coefficient de filtrage prédéterminé et le module
d'amplification (40) étant configuré pour amplifier le signal test généré (Vg)
d'un coefficient d’amplification égal a linverse du coefficient de filtrage
prédéterminé, et

o un circuit intégré (28) configuré pour mesurer les variations de champ
magnétique générées par le passage de la cible (12) devant le capteur
(20), pour générer un signal de sortie représentatif desdites variations et
pour détecter, au-dela du seuil de détection d’état haut prédéterminé
(SDH), des états hauts d’'un signal test filtré (Vk) par le circuit de filtrage
(26) et, en dessous d’un seuil de détection d’état bas prédéterminé (SDB),
des états bas du signal test filtré (Ve) par le circuit de filtrage (26) afin de
tester le capteur (20).

4. Systéme de test selon la revendication précédente, dans lequel le module
d’amplification (40) comprend un amplificateur opérationnel recevant sur son entrée
négative le signal test généré et un circuit de filtrage, identique au circuit de filtrage du
circuit intégré du capteur, dont I'entrée est reliée a la sortie de 'amplificateur opérationnel

et dont la sortie est reliée a I'entrée positive de I'ampilificateur opérationnel.

5. Systéme de test selon 'une quelconque des revendications 3 a 4, dans lequel
le module d’amplification (40) comprend en outre un sous-module d’'amplification de
courant disposé entre la sortie de I'amplificateur opérationnel et I'entrée du circuit de

filtrage du module d’amplification (40).

6. Systéme de test selon I'une quelconque des revendications 3 a 5, dans lequel
le circuit de filtrage (26) du capteur (20) est constitué d’une résistance (R1) et d'une
capacité (C1).
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7. Systeme de test selon I'une quelconque des revendications 3 a 6, comprenant
en outre un module de gestion configuré pour recevoir et analyser des données relatives

au signal de sortie du capteur (20) afin d’en déterminer I'état de fonctionnement.

8. Systéme de test selon I'une quelconque des revendications 3 a 7, comprenant
un véhicule automobile dans lequel sont montés I'arbre d’entrainement (10) et le capteur
de détection (20).
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